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Resumen

En la toma de decisiones empresariales un elemento fundamental es la informacion procedente
del entorno. En los ultimos tiempos la cantidad de informacion sigue una progresion exponencial
lo que obliga a gestionarla para poder localizar informacion que aporte valor a los tomadores de
decisiones. Es necesario utilizar sistemas de vigilancia e inteligencia empresarial que permitan
monitorizar la biisqueda de informacion y detectar oportunidades o amenazas.

En este trabajo se describe la implantacion en una empresa innovadora del sector de la
metrologia, de un sistema de vigilancia e inteligencia empresarial. Se describe la metodologia
seguida, los softwares y herramientas estudiadas, realizando representaciones visuales de los
actores en el campo de la metrologia mediante la realizacion de mapas tecnoldgicos.

Palabras clave: Inteligencia Empresarial, Sistemas de Informacién, Toma de decisiones
empresariales.

1. Introduccion

Cada vez mas las organizaciones dependen del uso de las tecnologias de la informacién para
ser mas competitivas convirtiéndose asi en organizaciones intensivas en informacion. La
empresa necesita innovar y para ello necesita estar al dia de los avances en su sector.

La informacién se convierte en un valor real que les confiere ventajas competitivas. Sin
embargo, la cantidad de informacién en el mundo crece de forma exponencial generando una
cierta angustia en los tomadores de decisiones empresariales. En la época actual, debido a la
globalizacién de los mercados y a la explosion de Internet se hace dificil conocer la
informacién relevante de un sector determinado. Es necesario utilizar sistemas de vigilancia e
inteligencia empresarial que permitan monitorizar la bisqueda de informaciéon y detectar
oportunidades o amenazas.

2. Objeto

Implantar un sistema de vigilancia tecnoldgica a través del cual monitorizar la busqueda de
informacion para los factores clave de la empresa.

! Este trabajo se deriva de la participacién de sus autores en un proyecto de investigacion financiado por la
UPV-EHU con referencia 1/UP 00054.345-T-13965/2001, titulado “MODELIZACION DEL ANALISIS DE
INFORMACION EXTERIOR, AL OBJETO DE ESTIMULAR LA INNOVACION”



Identificar las tendencias en el campo de la Metrologia Dimensional, detectando las lineas de
investigacion asi como los autores e instituciones principales, utilizando las representaciones
denominadas mapas tecnoldgicos.

3. Presentacion del caso

Se analiza el caso de una empresa cuya actividad principal es la metrologia dimensional. Se
trata de una PYME localizada en Alava cuyas principales caracteristicas son:

- Se trata de una empresa avanzada en gestion. Posee acreditaciones ENAC y ademds
pertenece al Cluster del conocimiento.

- Participa como lider y como socio en proyectos internacionales.

- Uno de los pilares de su estrategia es la innovacion, desarrollando continuamente
nuevos productos y procedimientos de medicion.

- Poseen varias patentes a nombre de la empresa y como autores individuales.

Estas caracteristicas convierten a Unimetrik S.A. en empresa apropiada para obtener valor y
mejorar su proceso de innovacion a través de la implantacion de un sistema de vigilancia.

4. Metodologia

Se siguen las metodologias de VanRaan y Noyoons (2004), Small (1999), Saviotti (1995) asi
como las recomendaciones y ensefianzas de Escorsa y Maspons (2001) adaptandolas al caso.
Las etapas en la aplicacién de un sistema de vigilancia e inteligencia al sector de la metrologia
dimensional, realizadas han sido las siguientes:

Definiciéon del sistema de vigilancia e inteligencia empresarial centrado en las
oportunidades y amenazas detectadas en un andlisis DAFO de la empresa.
Planificacion de personas captadoras de informacion asi como fuentes internas/
externas de cada uno de los factores clave detectados.

Andlisis de los sistemas de busqueda, recuperacion y bajada de la informacion
exterior y realizacion de plataforma de archivo y consulta.

Identificacion de fuentes de informacion; bases de datos de las que extraer
informacion para la realizacién de los mapas tecnoldgicos.

Determinacion de los cruces y elaboracion de matrices de co-ocurrencia.

Elaboracién de los mapas y extraccion de conclusiones.

Incorporacion del andlisis realizado a la estrategia de la empresa. Se contrasta y
discute con la empresa las visualizaciones obtenidas logrando extraer conclusiones
calificadas como de gran interés por los responsables de I+D de dicha empresa.
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5. Definicion del sistema de vigilancia e inteligencia empresarial. Identificacion de
factores clave.

Se consideran la utilizacion de factores clave como el método que permite aportar mas valor a
la toma de decisiones empresariales. La forma de identificar los factores clave varia en
funciéon de tamafio y tipo de empresa, de forma general, se obtienen buenos resultados
realizando un andlisis DAFO empresarial.



Una vez realizada esta reflexion sobre las capacidades y debilidades de la empresa, se discute
y reflexiona acerca de las oportunidades y/o amenazas de la empresa y donde aportaria méas
valor el sistema de inteligencia competitiva. Finalmente se concretan cuatro factores clave
recogidos a continuacién (Tabla 1).

Tabla 1. Factores clave

0 NUEVOS MERCADOS Objetivo: detectar nuevas aplicaciones.

d MANO DE OBRA | Objetivo: disponer de un listado de centros con
ESPECIALIZADA personal especializado.

d SEGUIMIENTO DE LA | Objetivo: Prever los ciclos econdémicos para
ECONOMIA DEL | reaccionar.

ENTORNO.

a NUEVOS PARTNERS Y | Objetivo: Conocer los equipos de investigacion y
SOCIOS PARA | las entidades a las que pertenecen los autores
COOPERAR punteros en estos campos. Se trata de buscar
(NANOMETROLOGIA nuevos partners.

EN 3D)
6. Anadlisis de los sistemas de bisqueda, recuperacion y bajada de la informacion

exterior y realizacion de plataforma de archivo y consulta.
6.1. Panoramica de herramientas posibles.

Para la informacién via Internet, se analizaron diversos softwares de inteligencia. Desde
softwares completos que realizan todo el ciclo de vigilancia e inteligencia hasta herramientas
informdticas con una funcién determinada como la busqueda (metabuscadores) o
herramientas que son capaces de clusterizar la informacion. El objeto es ofrecer una visién
valorada de las ultimas herramientas en la busqueda y recuperacién de informacién. Por
ejemplo se analizaron y expusieron los siguientes softwares recogidos en la Tabla 2:

Tabla 2. Softwares de vigilancia. Fuente Fuld &Co y elaboracién propia

BotBox Brain Brandpulse

Brimstone C4U CI-Master

Comintell KnowledgelCopernic Corporium
Xchanger

FindAgent 12 Suite Of Products Knowledge Works

LexiQuest Mine Market Signal Analyzer [Netmap

Touchgraph NetViz Pathfinder

Vivisimo Persector Propietary Software

Sagent Solution Strategy TEMIX

Text Analyst TrackEngine VigiPro

Grokker Wincite WisdomBuilder




6.2. Plataforma de consulta y archivo

Después de estudiar la eficacia de diversas formulas de traslado de la informacién al personal
de la empresa, se decide utilizar un formato simple de hoja Excel que conjunte el DAFO, con
cada uno de los factores clave. En la Figura 1 se recoge a modo de ejemplo este formato para
un factor clave.

RECOLECTOR ooz o
3 oe
FUENTE  lcwmcon |caovcom dias DATO DETECTADO

[cENTROS FORMATIVOS Direccion Web Telgfono Localizacién

instituto de Maquina hiipiwnimh.os 943744 132 Guipuzcoa (Eibar) 151204 151209
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Figura 1. Plataforma de consulta y archivo de un factor clave

7. Identificacion de fuentes de informacién; bases de datos de las que extraer
informacion para la realizacion de los mapas tecnolégicos.

A través de la informacién contenida en bases de datos se busca identificar las instituciones
lideres en el campo de la metrologia dimensional asi como los principales autores de la
misma.

Tras realizar diversas comprobaciones y posibilidades de acceso se tomo la base de datos
INSPEC como referencia. La base de datos INSPEC cubre los campos de fisica, electricidad,
electronica, telecomunicaciones, computers, tecnologia de control y tecnologia de
informacién. Contiene alrededor de 7 millones de registros sumandose cada afio alrededor de
400000 registros.

Los parametros de las busquedas introducidos en la base INSPEC fueron los recogidos en la
tabla 3:

Tabla 3. Parametros de la primera buisqueda

#1 ((metrolog*) in TI,AB,DE,ID) and ((dimensiona*) in T[,AB,DE,ID) and (PY=1998-2004) and
(LA=ENGLISH) = (281 records)

measuring machines (366 records) and 3Dimension (78196 records) = (67 records)




8. Elaboracion de los mapas

Una vez captados los datos, se extractaron los campos que permitirian posteriormente extraer

conclusiones; serdn los campos:

AA: Afiliacion del autor. Campo que contiene la universidad, corporacién u

organizacion para la cual trabaja el autor en el momento de publicar el articulo.

AU: Autor. Contiene el nombre o nombres de los responsables de los contenidos

intelectuales del documento original.

DE: Descriptores. Términos del Thesaurus de la base de datos.
ID: Identificadores. Términos libres que identifican el contenido del documento

original

SO: Fuente. El campo SO contiene la cita bibliografica del documento original.
PY : Afio de publicacién. Contiene el afio de publicacién del documento original.

Se realiza un estudio cienciométrico de los mismos determinando indicadores de primera y
segunda generacion mediante la utilizacion del software estadistico SPSS.

Se realizan recuentos de todos los campos arriba mencionados. A modo de ejemplo se puede
ver en la Figura 2 fuentes o publicaciones de los articulos sobre el campo de trabajo, con

mayor frecuencia de aparicion:

FRECUENCIA DE
FUENTES APARICION
Proceedingsof-the-SPIE-The-Intemational-Society-for-Optical-Engineering 109
AlP-Conference-Proceedings 16
MWeasurement-3cience-2- Technolooy 1
Proceedings-of-the-euspen 10
|EEE-Transactions-on-Instrumertation-and-hMeasurement B
Metrdlogiz- 5
Measurerment- 4
Review-of-Scientific-lnstruments 4

Figura 2. Fuentes principales




En la Figura 3 se pueden observar los organismos a los que pertenecen dichos
autores.
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Figura 3. Organismos de Afiliacion de los autores

Los mapas se definen como representaciones visuales del estado de la tecnologia en un édrea
determinado. Para llegar a realizar estos mapas debemos elaborar primero las matrices de co-
ocurrencia. La matriz de la Figura 4 muestra el nimero de veces que las palabras (autores,
descriptores,...) aparecen conjuntamente. En la siguiente figura se muestra un extracto de
matriz co-ocurrencia del campo Au-Au:

Bennett Bertinet Brand- Butefsc bach-  Canuto, Dison,- Deson- Hasche Hoffma Janes, Koning,- Mack,  Marchm W

1 L T (T S a3 E R. R-G. Fu-l Km0 3-M R C-A  an-H L
Memnett-M-H. ) 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
-ﬁertinettu,-F. 0 g 0 0 0 g 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rand.-Ll. 0 0 ] g g 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
ﬂuteﬁsch,—& 0 0 &) &) 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
utigenbach,-3. 0 0 g 1 g 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Canita-E 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dison -R. 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0
Dieson -R -0, 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Fu-. 0 0 0 0 0 0 3 0 ] 0 0 0 3 0 0
Hasche.-K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Haffmann - 0 0 3 ? 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Jones -3 N, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0

Koning-R.

Figu_ra 4. Matriz de co-ocurrencia AU-AU

A partir de estas matrices se elaboran los mapas utilizando dos tipos de andlisis multivariante:
ACPCAT, andlisis de componentes principales para datos categéricos y Escalamiento



multidimensional de datos (ALSCAL, Alternative Least Squares Scaling). En la siguiente
figura (Figura 5) se muestra uno de los mapas elaborados para el campo metrologia
dimensional. En el se aprecia las relaciones entre los autores que publican en dicho campo, al

objeto de localizar grupos de investigacidén que aporten e incluso participen en proyectos de
[+D de Unimetrik S.A.
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Figura 5. Mapa de los Autores del campo metrologia dimensional
9. Conclusiones y valoracion empresarial

Una vez implementado el sistema de vigilancia asi como realizada la etapa de inteligencia, se
intento medir la utilidad del mismo de forma cuantitativa en la toma de decisiones
empresariales. Sin embargo no fue posible debido a que seria necesario disponer de datos de
al menos un afio para valorar los retornos generados por el sistema.

Asi pues, se decidi6 realizar una valoracion cualitativa mediante encuesta a los tomadores de
decision de dicha empresa. Los resultados de la misma muestran la satisfaccion de la misma
con los conocimientos adquiridos incidiendo en la estructuraciéon y busqueda de la
informacién asi como sobre los métodos de busqueda. Se valora también como positivo el



mayor conocimiento del campo de actividad de la empresa a nivel mundial y la deteccion de
potenciales socios.
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